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 アモルファス Al2O3 薄膜の熱伝導率は、構成原子の数

密度に依存する[1]。対して、アモルファス複合酸化物膜

の熱伝導率は数密度に加え、組成や膜の局所構造などの

影響も受けると考えられる。そこで(AlxGa1-x)2O3薄膜にお

いて、Al2O3薄膜より広範囲な熱伝導制御を目指し、初め

に組成比に対する熱伝導率の変化について調べた。 

 熱物性測定用試料はMo/(AlxGa1-x)2O3/Mo/合成英基板の

3層膜とし、全てRFマグネトロンスパッタ法により作製

した。複合酸化物薄膜の組成は、ターゲットとペレット

の材料組合せ、ペレット個数、ペレット位置を調整し変

化させた。熱物性はナノ秒サーモリフレクタンス測定法、

ヤング率はナノインデンテーション試験法、膜の局所構

造は広域X線吸収微細構造(EXAFS)により解析した。 

 X線結晶構造解析結果より、全ての薄膜がアモルファ

スであった。Fig. 1に組成に対する熱伝導率を示す。Al

濃度80 at.%以下ではほぼ一定であり、80 at.%以上では他に比べ低い。Fig. 2にフォノンガスモデル

を用いて算出したフォノンMFPと、Ga周りのEXAFS解析により得られたGa-O結合距離を示す。こ

こで群速度にはヤング率から計算した音速を用いた。フォノンMFPは熱伝導率の増加に対し直線

的に増加する傾向を示し、Ga-O結合距離は熱伝導率に対し一定であった。これより、アモルファ

スのフォノンMFPは原子間距離程度とする従来知見とは異なる可能性がある。 

[1] M. E DeCoster et al., Thin Solid Films 650 (2018): 71-77. 

 
Fig. 1 Thermal conductivity as a function of Al 

concentration. 

 

Fig. 2 Phonon MFP and Ga-O bond distance as 

a function of thermal conductivity. 
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